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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische MessgrofRen
Gleichstrom- und NiederfrequenzmessgrofRen

Elektrische Leistung
Gleichspannung ?
Gleichstromstirke
Gleichstromwiderstand ?
Hochspannung
Induktivitat

Kapazitat
Wechselspannung ?
Wechselstromstirke ?
Wechselstromwiderstand

Zeit und Frequenz

Frequenz und Drehzahl
Zeitintervall

Hochfrequenz- und StrahlungsmessgrofRen
HochfrequenzmessgroRen

OszilloskopmessgréfRen
Anstiegszeit
Bandbreite

3 auch Vor-Ort-Kalibrierung

Gliltig ab: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe /
Kalibriergegenstand

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Gleichspannung 0V bis <220 mV 7-10%-U+2uv U = Messwert
Messgerdte 0,22V  bis <2,2V 7-10%-U+1puv Direktmessverfahren
2,2V bis <11V 7-10%-U+4 v mit Fluke 5700A
11V  bis <22V 7-10%-U+7uv
22V bis <220V 8-10°%-U+0,1mV
220V bis 1000 V 10-10°-U+0,6 mV
Gleichspannung 0V bis 120 mV 7-10°-U+0,6 pv U = Messwert
Quellen >120mV  bis 1,2V 6-10%-U+0,6 uv
>1,2V  bis 12v 6-10°-U+0,6 uv
>12V bis 120V 9-10°-U+40 v
>120V bis 1050 V 9-10%-U+0,12 mV
Hochspannung 1kV bis 10 kV 3.10%-U+5V
Quellen
Gleichstromstarke 0pA Dbis 2 pA 14-103-/+15fA I = Messwert
Messgerate und Quellen >2pA bis 20 pA 9-103-/+10fA Direkt- oder
>20pA bis 200 pA 9-103-/+10fA Substitutionsmess-
>200 pA bis 2nA 3,6-102-/+0,6 pA verfahren mit
>2nA bis 20 nA 3,6-103-/+0,9 pA Keysight B2985A
>20nA bis 200 nA 3,6-10%-/+9pA
>200nA bis 1pA 1,8-103-/+90pA
>1pA  bis 120 pA 30-10°-/+2nA mit HP 3458A
>120 pA  bis 1,2 mA 30-10%-/+7nA
>1,2mA  Dbis 12 mA 30-10%:/+70nA
>12mA bis 120 mA 50-10%-/+0,7 pA
>120mA  bis <220 mA 60-10°-/+1pA mit Fluke 5700A
0,22 A bis <2,2A 85-10%-/+30 uA
11A mit Fluke 5700A +
22A  bis 0,30-103-/+ 0,40 mA 5725A
>11A bis 20 A 0,3-103-/+1,0mA mit HP 3458A + Shunt
Gleichstromstarke 100 pA bis 1000 A 5,0-103-1/ I = Messwert
Stromzangen
Gleichstromwiderstand 0Q 0,10 mQ R = Messwert
Messgerate und Quellen 1 mQ; 10 mQ; 100 mQ 45-10%-R
10 40-10°-R
1,90 100-10%-R
100;190Q 30-10%-R
100 Q; 190 Q 20-10%-R
1kQ; 1,9 kQ; 10 kQ; 19 kQ 15-10°-R
100 kQ; 190 kQ 15-10°-R
1MQ; 1,9 MQ 20-10%-R
10 MQ 40-10°-R
19 MQ 50-10%-R
100 MQ 110-10%-R
1GQ; 10 GQ 3,7-103-R
50 GQ; 100 GQ 53-103-R
1TQ 6-10%-R
Glltig ab: 02.03.2026

Ausstellungsdatum: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit
Gleichstromwiderstand 50 uQ  bis <200 uQ I=20A 0,56-103-R+20nQ R = Messwert
Messgerdte und Quellen 200 pQ  bis <2mQ I=10A 0,32-103-R+25nQ Direkt- o. Substitu-
2mQ  bis <50 mQ 1=2A 0,11-103%-R+0,2 uQ tionsmessverfahren
50 mQ bis <2Q /=200 mA 75-10°-R+1,5uQ mit HP 3458A + I-Quelle
2Q Dbis 120 20-10%-R+0,1 mQ mit HP 3458A
>12Q bis 120Q 15-10°-R+0,8mQ
>120Q bis 1,2 kQ 13-.10°-R+0,8mQ
>1,2kQ bis 12 kQ 13-10%-R+8mQ
>12kQ bis 120 kQ 13-10°-R+80mQ
>120kQ  bis 1,2 MQ 20-10%-R+2,5Q
>1,2MQ bis 12 MQ 65-10°-R+0,12 kQ
>12MQ  bis 120 MQ 0,65-103-R+1,2kQ
>120 MQ  bis 10 GQ 3,7-103-R mit Keysight B2985A
>10GQ bis 100 GQ 53-103-R
>100GQ bis 1TQ 6-10%-R
Gleichstromleistung 1,6 mW  bis <330 W 0,1V<U<1000V 0,14-103-P P = Einstellwert
Messgerdte mit 16 mA < /<330 mA Direktmessverfahren
getrennten Eingéngen fir 33mW  bis <1,1 kW 0,1V<U<1000V 0,26-103-P mit Fluke 552xA
Stromstarke und 0,33A<I<1,1A
Spannung 0,11W bis <11 kw 0,1V<U<1000V 0,52-103-P
1,1A<I<11A
1,1W  bis 20 kW 0,1V<U<1000V 0,84-103-P
11A<I/<20A
Wechselspannung 0,22mV  bis <2,2mV 10 Hz bis < 20 Hz 0,53-103-U+4 v U = Messwert
Messgeréate 20 Hz bis < 40 Hz 0,22-103-U+4 v Direktmessverfahren
40 Hz bis 20 kHz 0,12-103-U+4 v mit Fluke 5700A
> 20 kHz bis 50 kHz 0,35-103-U+4pv
> 50 kHz bis 100 kHz 0,8-103-U+7uVv
> 100 kHz bis 300 kHz 1,1-10%-U+12 v
> 300 kHz bis 500 kHz 1,6-103-U+25uV
> 500 kHz bis 1 MHz 4103 U+35uV
2,2mV  bis <22mV 10 Hz bis < 20 Hz 0,53-103-U+5uv
20 Hz bis < 40 Hz 0,22-103-U+5uv
40 Hz bis 20 kHz 0,12-103-U+5uv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,35-103-U+5uv
> 50 kHz bis 100 kHz 0,8-103-U+7 v
> 100 kHz bis 300 kHz 1,1-10%-U+12 v
> 300 kHz bis 500 kHz 1,6-10%-U+25uV
> 500 kHz bis 1 MHz 4-103-U+35uV
22mV  bis <220 mV 10 Hz bis < 20 Hz 0,53-103-U+15uVv
20 Hz bis < 40 Hz 0,22-103%-U+10pv
40 Hz bis 20 kHz 0,11-103%- U+ 10 pv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,31-103%-U+10 v
> 50 kHz bis 100 kHz 0,75-103- U +25pVv
> 100 kHz bis 300 kHz 1-103-U+25uVv
> 300 kHz bis 500 kHz 1,6-103-U+35uV
> 500 kHz bis 1 MHz 3,1-103-U+90 pv
Glltig ab: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe /

Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Wechselspannung
Messgerate

Wechselspannung
Quellen

Glltig ab:

Messbereich / Messspanne | Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Verfahren Messunsicherheit
0,22V bis <22V 10 Hz bis < 20 Hz 0,53-103- U +85uVv U = Messwert
20 Hz bis < 40 Hz 0,16 -103- U +26 pv Direktmessverfahren
40 Hz bis 20 kHz 80-10% - U+8uv mit Fluke 5700A
> 20 kHz bis 50 kHz 0,13-103-U+18 v
> 50 kHz bis 100 kHz 0,25-103- U+ 70 pv
> 100 kHz bis 300 kHz 0,45-103-U+0,12 mV
> 300 kHz bis 500 kHz 1,1-10%-U+0,34 mV
> 500 kHz bis 1 MHz 2,1-103-U+0,85mV
2,2V bis <22V 10 Hz bis < 20 Hz 0,53-103-U+0,85mV
20 Hz bis < 40 Hz 0,16 -103- U +0,26 mV
40 Hz bis 20 kHz 80-10%- U+80uVv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,13-103-U+0,18 mV
> 50 kHz bis 100 kHz 0,25-103-U+0,33mV
> 100 kHz bis 300 kHz 0,54-103-U+1,5mV
> 300 kHz bis 500 kHz 1,2-103-U+4,5mV
> 500 kHz bis 1 MHz 2,6-10%-U+8mV
22V  bis <220V 10 Hz bis < 20 Hz 0,53:103-U+8,5mV
20 Hz bis < 40 Hz 0,16-103-U+2,6 mV
40 Hz bis 20 kHz 85-10%-U+1mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,24-103-U+3,3mV
> 50 kHz bis 100 kHz 0,54-103-U+8,5mV
220V  bis 750V 40 Hz bis 1 kHz 90-10%-U+3,5mV mit Fluke 5700A +
> 1 kHz bis 20 kHz 0,16 -103-U+4,5mV 5725A
> 20 kHz bis 50 kHz 0,53:103-U+10mV
> 50 kHz bis 100 kHz 2-103-U+40mV
>750V bis 1000V 40 Hz bis 1 kHz 90-10%-U+3,5mV
> 1 kHz bis 20 kHz 0,16 -103-U+4,5mV
> 20 kHz bis 30 kHz 0,53:103-U+10mV
0,6 mV bis 12 mv 10 Hz bis < 40 Hz 0,39-103-U+4 v U = Effektivwert
40 Hz bis 1 kHz 0,25-103-U+2uv Direktmessverfahren
> 1 kHz bis 20 kHz 0,38-103-U+2uv mit HP 3458A
> 20 kHz bis 50 kHz 1,3-10%-U+2pVv im AC-SYNC-Modus
> 50 kHz bis 100 kHz 6-103-U+2uv
> 100 kHz bis 300 kHz 50103 - U+4pv
>12mV bis 120 mV 10 Hz bis < 40 Hz 0,11-103-U+5uv
40 Hz bis 1 kHz 0,1-103-U+2,8uVv
> 1 kHz bis 20 kHz 0,19-103-U+2,8uV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,4-103-U+2,8uVv
> 50 kHz bis 100 kHz 1-103-U+2,8uVv
> 100 kHz bis 300 kHz 4-103%-U+12 v
>120mV bis 1,2V 10 Hz bis < 40 Hz 0,11-103- U +50 pv
40 Hz bis 1 kHz 0,1-103-U+28 v
> 1 kHz bis 20 kHz 0,19-103- U +28 uv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,4-103-U+28 v
> 50 kHz bis 100 kHz 1-103-U+28 v
> 100 kHz bis 300 kHz 4-103-U+120 uVv
>1,2V bis 12V 10 Hz bis <40 Hz 0,11-10%-U+0,5mV
40 Hz bis 1 kHz 0,1-103-U+0,28 mV
> 1 kHz bis 20 kHz 0,19-103-U+0,28 mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,4-103-U+0,28 mV
> 50 kHz bis 100 kHz 1-10%-U+0,28 mV
> 100 kHz bis 300 kHz 4-103-U+12mV
02.03.2026

Ausstellungsdatum: 02.03.2026

Seite 5von 10



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit
Wechselspannung >12V bis 120V 10 Hz bis < 40 Hz 0,26-103-U+5mV U = Messwert
Quellen 40 Hz bis 20 kHz 0,26-103-U+2,8mV Direktmessverfahren
> 20 kHz bis 50 kHz 0,45-103-U+2,8mV mit HP 3458A
> 50 kHz bis 100 kHz 1,5:103-U+2,8mV im AC-SYNC-Modus
>120V bis 1000V 40 Hz bis 1 kHz 0,52-103-U+26mV
> 1 kHz bis 20 kHz 0,8-103-U+26mV
> 20 kHz bis 50 kHz 1,6-103-U+26 mV
Hochspannung 1KV bis 7KV 50 Hz bis 60 Hz 5.10%-U+5V U = Messwert
Quellen
Wechselstromstarke 9uA bis <220 pA 10 Hz bis < 20 Hz 0,78 - 103 - /+ 50 nA I = Messwert
Messgerate 20 Hz bis < 40 Hz 0,42 -103-/+50nA
40 Hz bis 1 kHz 0,16 -103-/+50 nA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,65-103-/+60nA
> 5 kHz bis 10 kHz 1,6-10%-/+0,1 pA
0,22 mA  bis <2,2mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,78 -103-/+50nA
20 Hz bis < 40 Hz 0,42 -103-/+50nA
40 Hz bis 1 kHz 0,16 - 103 - /+ 60 nA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,65-103:/+0,45 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 1,6-103-/+0,9 uA
2,2mA bis <22mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,78 -103-/+0,5 pA
20 Hz bis < 40 Hz 0,42-103-/+0,5pA
40 Hz bis 1 kHz 0,16-103-/+0,6 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,65-103-/+4,5pA
> 5 kHz bis 10 kHz 1,6-10%-/+9 pA
22 mA bis <220 mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,78 -103-/+5pA
20 Hz bis < 40 Hz 0,42-103-/+5pA
40 Hz bis 1 kHz 0,16-103-/+6 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,65-103-/+45pA
> 5 kHz bis 10 kHz 1,6-103-/+90 uA
0,22 A bis <22A 10 Hz bis < 45 Hz 0,7-103-1+40 pA
45 Hz bis 1 kHz 0,26 -103-/+30 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,8-103-/+90 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 9-103-/+0,17 mA
2,2A bis 11A 40 Hz bis 1 kHz 0,46 -103-/+0,17 mA mit Fluke 5700A +
> 1 kHz bis 5 kHz 0,9-103-/+0,3mA 5725A
> 5 kHz bis 10 kHz 3,4-103-/+0,6 mA
>11A bis 20 A 40 Hz bis 100 Hz 0,62-103-/+1,4mA
> 100 Hz bis 1 kHz 0,63:103:/+1,6 mA
> 1 kHz bis 5 kHz 11-103-/+1,7mA
Wechselstromstarke ) 45 Hz bis 65 Hz 7-103-1
Stromzangen 1mA bis 20A 65 Hz bis 440 Hz 12-103-1/ N=1wdg.
>20A bis 200 A 40 Hz bis 100 Hz 7-103-1/ N =10 Wdg.
> 65 Hz bis 440 Hz 12-103-1
>200 A bis 1000 A 45 Hz bis 65 Hz 7-103 -1/ N =50 Wdg.
Wechselstromstarke 6 WA bis 120 pA 10 Hz bis < 20 Hz 5-10%-/+50nA I = Messwert
Quellen 20 Hz bis < 45Hz 1,9-103-/+50nA Direktmessverfahren
45 Hz bis < 1 kHz 0,78 -103-/+50nA mit HP 3458A
>0,12mA bis 1,2mA 10 Hz bis < 20 Hz 5-103-/+0,28 pA
20 Hz bis < 45Hz 1,9-103-/+0,28 A
45 Hz bis < 100 Hz 0,78 -103-/+0,28 pA
100 Hz bis 5 kHz 0,38-103:/+0,28 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 1,9-103-/+1pA
Glltig ab: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe /
Kalibriergegenstand

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Wechselstromstarke >1,2mA bis 12 mA 10 Hz bis < 20 Hz 5-103-/+2,8 A | = Messwert
Quellen 20 Hz bis < 45Hz 1,9-10%-/+2,8 uA Direktmessverfahren
45 Hz bis < 100 Hz 0,78-103-/+2,8 A mit HP 3458A
100 Hz bis 5 kHz 0,38-103-/+2,8 uA
>12mA  bis 120 mA 10 Hz bis < 20 Hz 5-103-/+28 pA
20 Hz bis < 45Hz 1,9-10%-/+28 pA
45 Hz bis < 100 Hz 0,78 - 1031+ 28 pA
100 Hz bis 5 kHz 0,38-103-/+28 uA
>0,12A bis 1,05A 20 Hz bis < 45Hz 2-10%-/+0,28 mA
45 Hz bis 100 Hz 1-103-/+0,28 mA
> 100 Hz bis 5 kHz 1,3-103%-/+0,28 mA
>1,05A bis 20 A 40 Hz bis 1 kHz 0,65-103:/+0,1 mA mit HP 3458A + Shunt
Wechselstromwiderstand 100mQ bis 100 kQ 100 Hz bis 10 kHz 0,65-103-R+1mQ R = Messwert
(Betrag der Impedanz) 1Q bis 20kQ | > 10 kHz bis 100 kHz 0,65-103-R+7mQ Direkt- 0. Substitu-
Messgeréte und Quellen >20kQ  bis 100kQ | > 10 kHz bis 100 kHz 1,2-10%-R tionsverfahren mit

Wayne Kerr 6440B

Wechselstrom-Wirkleistung
Messgerdte

0,165 mW bis < 3 kW

45 Hz < f<65Hz
-60° < @ < 60°
0,1V<U<1000V
3,3mA<I/<3A

J(083-cosp)’ +U,’* 107 -§

S: Scheinleistung
@: Phasenwinkel

0,55 W bis < 21 kW

45 Hz < f<65Hz
-60° < ¢ < 60°
0,11V <U <1000V
0,1A<I<21A

0,4 mW/VA - S

Wechselstrom-
Scheinleistung

45 Hz < f< 65 Hz

Fluke 6100B

Messgerdte 1,1 VA bis 21 kVA 0,11V <U<1000V 0,4 mVA/VA - S
0,1A</<21A
Kapazitat 10 pF  bis <100 pF 1 kHz bis 100 kHz 0,65-103- C+25fF C = Messwert
Messgerate und Quellen 100 pF  bis <10 nF 1 kHz bis 100 kHz 0,65-103-C Direkt- o. Substitu-
10 nF  bis 1uF 100 Hz bis 10 kHz 0,65-103-C tionsverfahren mit
Wayne Kerr 6440B
Kapazitat 0,19 nF  bis <0,4nF 10 Hz bis 10 kHz 4-103-C+8pF C = Messwert
Messgerdte 0,4 nF  bis <1,1nF 10 Hz bis 10 kHz 4-103-C+8pF Direktmessverfahren
1,1nF bis <3,3nF 10 Hz bis 3 kHz 4-103-C+8pF mit Fluke 552xA
3,3nF bis <11nF 10 Hz bis 1 kHz 2,2-103-C+8pF
11 nF bis <110 nF 10 Hz bis 1 kHz 2,2-103-C+80pF
110 nF  bis <330nF 10 Hz bis 1 kHz 2,2-103-C+0,25nF
0,33 uF  bis <1,1pF 10 Hz bis 600 Hz 2,2-103-C+0,8nF
1,1 uF  bis <3,3uF 10 Hz bis 300 Hz 2,2-103-C+2,5nF
3,3uF  bis <11 pF 10 Hz bis 150 Hz 2,2-103-C+8nF
11 uF  bis <33 uF 10 Hz bis 120 Hz 3,6-103-C+25nF
33 uF  bis <110 uF 10 Hz bis 80 Hz 3,6-103-C+80nF
110 uF  bis <330 uF 0 Hz bis 50 Hz 3,6-103-C+0,25 uF
0,33 mF  bis <1,1mF 0 Hz bis 20 Hz 3,6-103-C+0,8 uF
1,1 mF  bis <3,3mF 0 Hz bis 6 Hz 3,6-103-C+2,5uF
3,3mF bis <11 mF 0 Hz bis 2 Hz 3,6-103-C+8uF
11 mF  bis <33 mF 0 Hz bis 0,6 Hz 6-103-C+25F
33 mF  bis <110 mF 0 Hz bis 0,2 Hz 9-103-C+80 uF
Glltig ab: 02.03.2026

Ausstellungsdatum: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit
Induktivitat 100 pH 1 kHz; 10 kHz 0,5-103-L L= Messwert
Messgerate und Quellen 1mH 1 kHz; 10 kHz 0,3-103-L Direktmessverfahren
10 mH 1 kHz; 10 kHz 0,3-103-L
100 mH 1 kHz 0,3-103-1L
100 mH 10 kHz 0,45-103-L
1H 100 Hz; 1 kHz 0,3-103-L
10H 100 Hz; 1 kHz 0,4-103-1L
Frequenz 10 MHz 1,510 f+ Urr f=Messwert
Messgerdte und Quellen 0,1 Hz bis 3 GHz 1-10° - f+ U g:i:tTrlggerunsmher»
Zeitintervall 0,01s bis 5s 50 Hz bis 60 Hz 0,2-103-t+0,25ms t = Messwert
Auslosezeit (RCD) 3 mA bis 3A
OszilloskopmessgroRe 5mV bis 5V 50 Q; DC bis 10 kHz 3-103%-U+45pv U = Messwert
Ablenkung 5mv bis 100V 1 MQ; DC bis 10 kHz 3107 U+45uV
vertikal
Oszilloskopmessgrofe 2ns bis 20 ms 2,5-10%-t+2ps t = Einstellwert
Ablenkung 50 ms bis 5s 25-10%-t+1-103-t?/s
horizontal
Bandbreite 0,35dB
(Frequenzgang) 50 Q; 30 mV bis < 300 mV 0,50 dB
100 kHz bis 300 MHz 0,60 dB
> 300 MHz bis 600 MHz
> 600 MHz bis 1,1 GHz 0,35dB
50 Q; 300 mV bis 3V 0,45 dB
0,55 dB
Anstiegszeit 300 ps bis 1ns 500Q; 25 mV bis1V 50 ps tr = Messwert
>1ns 500;25mVbis1V 25103t + 25 ps
Glltig ab: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit
Gleichspannung 0V bis 120 mV 7-10%-U+0,6 pv U = Messwert
Quellen >120mV  bis 1,2V 6-10%-U+0,6 uv Direktmessverfahren
>1,2V  bis 12V 6-10%-U+0,6 uv mit HP 3458A
>12V bis 120V 9-10°- U+40 v
>120V bis 1050 V 9.10°-U+0,12mV
Gleichstromstarke OpA  bis 120 pA 30-10%-/+2nA I = Messwert
Quellen >120 pA  bis 1,2 mA 30-10%-/+7nA Direktmessverfahren
>1,2mA bis 12 mA 30-10%-/+70nA mit HP 3458A
>12mA bis 120 mA 50-10%-/+0,7 pA
>120mA  bis 1,05A 0,15-103-/+ 12 pA
>1,05A bis 20 A 0,3-103-/+0,1mA mit HP 3458A + Shunt
Gleichstromwiderstand 0Q bis 120 20-10%-R+0,1 mQ R = Messwert
Quellen >12Q bis 120Q 15-10%-R+0,8 mQ Direktmessverfahren
>120Q bis 1,2 kQ 13-10%-R+0,8mQ mit HP 3458A
>1,2kQ bis 12 kQ 13-10%-R+8mQ
>12kQ bis 120 kQ 13-10%-R+80mQ
>120kQ  bis 1,2 MQ 20-10%-R+2,5Q
>1,2MQ bis 12 MQ 65-10%-R+0,12 kQ
>12MQ  bis 120 MQ 0,65-103-R+1,2kQ
>120 MQ  bis 1,2 GQ 6,5-103-R+12kQ
Wechselspannung 0,6 mV  bis 12 mVv 10 Hz bis < 40 Hz 0,39-103-U+4 v U = Messwert
Quellen 40 Hz bis 1 kHz 0,25-103-U+2uv Direktmessverfahren
> 1 kHz bis 20 kHz 0,38-103-U+2uv mit HP 3458A
> 20 kHz bis 50 kHz 1,3-10%-U+2pVv im AC-SYNC-Modus
> 50 kHz bis 100 kHz 6-103-U+2uv
> 100 kHz bis 300 kHz 50103 - U+3pVv
>12mV bis 120 mV 10 Hz bis < 40 Hz 0,11-103-U+5uv
40 Hz bis 1 kHz 0,1-103-U+2,8uVv
> 1 kHz bis 20 kHz 0,19-103-U+2,8uV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,4-103-U+2,8uVv
> 50 kHz bis 100 kHz 1-103%-U+2,8uVv
> 100 kHz bis 300 kHz 4-103%-U+12 v
>120mV  bis 1,2V 10 Hz bis < 40 Hz 0,11-103- U +50 pv
40 Hz bis 1 kHz 0,1-103-U+28 v
> 1 kHz bis 20 kHz 0,19-103%- U +28 pv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,4-103-U+28 uv
> 50 kHz bis 100 kHz 1-103-U+28 v
> 100 kHz bis 300 kHz 4-103-U+120 uv
>1,2V bis 12V 10 Hz bis < 40 Hz 0,11-10%-U+0,5mV
40 Hz bis 1 kHz 0,1-103-U+0,28 mV
> 1 kHz bis 20 kHz 0,19-103-U+0,28 mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,4-103-U+0,28 mV
> 50 kHz bis 100 kHz 1-103%-U+0,28 mV
> 100 kHz bis 300 kHz 4-103-U+12mV
>12V bis 120V 10 Hz bis < 40 Hz 0,26-103-U+5mV
40 Hz bis 20 kHz 0,26-103-U+2,8mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,45-103-U+2,8mV
> 50 kHz bis 100 kHz 1,5-103-U+2,8mV
>120V bis 1000V 40 Hz bis 1 kHz 0,52-103-U+26mV
> 1 kHz bis 20 kHz 0,8-103-U+26mV
> 20 kHz bis 50 kHz 1,6-103-U+26 mV
Glltig ab: 02.03.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15110-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

MessgréRe /

Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /

Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Wechselstromstarke

6 HA  bis 120 pA 10 Hz bis < 20 Hz 5-10%-/+50nA I = Messwert
Quellen 20 Hz bis < 45Hz 1,9-103-/+50nA Direktmessverfahren
45 Hz bis < 1 kHz 0,78 - 103 -/ + 50 nA mit HP 3458A
>0,12mA bis 1,2 mA 10 Hz bis < 20 Hz 5-10%-/+0,28 pA
20 Hz bis < 45Hz 1,9-103-/+0,28 A
45 Hz bis < 100 Hz 0,78-103-/+0,28 pA
100 Hz bis 5 kHz 0,38-103-/+0,28 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 1,9-103%-/+1pA
>1,2mA bis 12 mA 10 Hz bis < 20 Hz 5-103-/+2,8 A
20 Hz bis < 45Hz 1,9-10%-/+2,8 uA
45 Hz bis < 100 Hz 0,78-103-/+2,8 uA
100 Hz bis 5 kHz 0,38-103-/+2,8 uA
>12mA  bis 120 mA 10 Hz bis < 20 Hz 5-103-/+28 pA
20 Hz bis < 45Hz 1,9-10%-/+28 pA
45 Hz bis < 100 Hz 0,78 -103-/+28 uA
100 Hz bis 5 kHz 0,38-103-/+28 pA
>0,12A bis 1,05A 20 Hz bis < 45Hz 2-10%-/+0,28 mA
45 Hz bis 100 Hz 1-103-/+0,28 mA
> 100 Hz bis 5 kHz 1,3-103%-/+0,28 mA
>1,05A bis 20A 40 Hz bis 1 kHz 0,65-103%-/+0,1mA mit HP 3458A + Shunt
Frequenz 1Hz bis 10 MHz 10 - 10°- f+ U f=Messwert
Quellen

Urs = Trigger-
unsicherheit
Direktmessverfahren

mit HP 3458A
Verwendete Abkiirzungen:

CcMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)

DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation flir Normung
Gliltig ab: 02.03.2026
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